
原因究明から対策までお任せください
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株式会社ＫＲＩ スマートマテリアル研究センター mail︓ smdi＠ml.kri-inc.jp

24-317-6_KRI-A1 パネル

カーボン材料における微細構造の違いを解明！
～ナトリウムイオン電池用負極材の構造解析～

株式会社 ＫＲＩ　スマートマテリアル研究センター　mail：smdi＠ml.kri-inc.jp

ハードカーボンの微細構造評価

実績事例・応用例等

電極材料の微細組織解析


